INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

Resolucion Directoral
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

No. 2984-17-IPEN/OTAN Lima, © | 220 00

VISTO: El Expediente N° 4485-17-OTAN, presentado por FARFAN VELEZ, FREDDY ALBERTO,
mediante el que solicita la Licencia individual para OPERADOR EN DIAGNOSTICO DENTAL CON RAYOS
X.

CONSIDERANDO:

Que, en el articulo 4° de la Ley N° 28028, Ley de Regulacidn del Uso de Fuentes de Radiacidn
lonizante, se establece que las personas que realizan précticas que supongan exposicion a radiaciones
ionizantes o con fuentes de radiaciones, deberan contar con la autorizacion correspondiente de la Autoridad
Nacional;

Que, en el articulo 33° del Reglamento de la Ley N°® 28028, Ley de Regulacién del Uso de Fuentes
de Radiacion lonizante, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2008-EM, se establecen los requisitos para
otorgar la Licencia Individual correspondiente;

Que, mediante‘ informe Técnico N° 3182-17-AUTO del Departamento de Autorizaciones de la
Oficina Técnica de la Autoridad Nacicnal (OTAN), se concluye que el solicitante cumple con los requisitos y
normas de seguridad, de conformidad con los dispositivos legales pertinentes, por lo que procede lo
solicitado;

De conformidad con el articulo 3° de la Ley N° 28028, Ley de Regulacion del Uso de las Fuentes
de Radiacion lonizante y los articulos 4° y 12° del Reglamento de la Ley N° 28028, aprobado por Decreto
Supremo No. 039-2008-EM,;

Con los vistos del Jefe del Departamento de Autorizaciones y del Asesor Legal;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Otorgar la Licencia Individual a FARFAN VELEZ, FREDDY ALBERTOQ, para
OPERADCR EN DIAGNOSTICO DENTAL CON RAYOS X.

Articulo Segundo.- La presente Licencia se otorga en el &mbitc de !a energia nuclear y la
seguridad radiolégica, con una vigencia de 5 afios, a partir de la fecha de la presente Resolucion.

Articulo Tercero.- Encargar a la Secretaria General que disponga la publicacion de la presente
Resolucién Directoral en la pagina web institucional (www.ipen.gob.pe), dentrc de los cinco (05) dias
hébiles de ia fecha de emisidn.




